QUANTENPHYSIK UND QUANTENTECHNOLOGIEN

Elektronenquelle

PE: Primar
Elektron

Objektiv
linse

Rénigén SE/BSE
Signal Signal
(Photon) (Elektron)

- kS -
Prinzip

durch hﬁuﬂw n,hf“hm,, Folwuhnﬂon nlo bei

REM Bild

1 Prinzip des Rasterelektronenmikroskops
mit Rontgendetektor.
Primée-Elekiron PE mit 150008V

- Entstehung von charakteristischer Rontgenstrahlung
durch Elektronenbeschuss (Schalenmodell). (Quelle:
The Scanning Electron Microscopy Guide, Hitachi High-
Tech, HTD-E167V, 2020)
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In Analogie zu einem Brennglas wird der Strahlfleck
der Elektronenquelle mit einer magnetischen Linse
auf einen Punkt auf dem Objekt fokussiert.

Dort entstehen Riickstreuelektronen (BSE), Sekun-
darelektronen (SE) und Energie in Form von Réntgen-
strahlung und Warme.

SE, BSE und die Réntgenstrahlung werden mit
geeigneten Detektoren registriert und auf einem
synchron betriebenen Monitor als Helligkeitssignal
und als Réntgenspektrum dargestellt (Bild 1).

4 Rontgenlinien der K-, - und M-Serie und ihre dazugehérigen
Energieniveaus. (Quelle: The Scanning Electron Microscopy
Guide, Hitachi High-Tech, HTD-E167V, 2020.)
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